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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment reva par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien
P’état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs 4 ce travail de révision, a I'éta-
blissement des éditions révisées et aux mises & jour peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et en
consultant les documents ci-dessous:

® Bulletin de lIa CE1

® Rapport d’activité de la CEl
Publié annuellement

® Catalogue des publications de Ia CEI
Publié annuellement

Terminologie utilisée dans la présente publication

Seuls sont définis ici les termes spéciaux se rapportant & la
présente publication.

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera 3 la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-

technique International (V.E.L), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index géné-

Autres gublicg
Comité d’E

L’attention du lectetrest attirée sur la page 3 de la couverture,
qui énumere les autres publications de la CEI préparées par le
Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

o IEC Bulletin

® Report on IEC Activities
Published yearly

® Catalogue of IEC Publications
Published yearly

he General Index being published as a
s, Full details of the L.E.V. will be supplied

hical and letter symbols
Only special graphical and letter symbols are included in
this publication.

The complete series of graphical symbols approved by the
IEC is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved by the IEC are
contained in IEC Publication 27.

Other IE C publications prepared by the same

Technical Committee

The attention of readers is drawn to the inside of the back

cover, which lists other IEC publications issued by the Technical

Committee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES
DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Cinqui¢me partie: Essais mécaniques et climatiques

¢s Comités d’Etudes
rande mesure possible

applicatipn des essiis m¢caniques Pvclimatiques (décrits dans la Publication 68 de la CEI) au domaine
des dispositifs a semicpiductetss et des Citsuits intéghés,

Elle résulte dgs travaux 69) et poursuivis & Monte-Carlo (1970), Stockholm (1971), Munich (1973),
La Haye (1974 5 ts 47(Bureau Central}438, 499, 532, 556, 557, 608, 609 et 610, furent diffusés
et soumis a I'apprebati deTjuillet 1972 a juillet 1976.

Les pays suiva podr (ou ont voté contre) les différents documents Burean Central selon le tableau
ci-dessous:

PSes 47(BC) 438 | 499 | 532 | 556 | 557 | 608 | 609 | 610
+ + + +
+ + + + + + + +
+ +
Australic + + + + + + +
Belgique + + + + + + + +
Canada . . . . . . . . + + + + + + + +
Danemark . . . . . . + + + + + + + +
Egypte + + +
Espagne . . .. .. . ... .. ... + + + + + +
+ : vote positif — : vote négaltif.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS

OF SEMICONDUCTOR DEVICES

AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 5: Mechanical and climatic test methods

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the TEC on (echnical matters, prepared by Techni

National Committees having a special interest therein are represented, express, as near
of opinion on the subjects dealt with.

The Hague (1974) and
circulated and submitted

¥

Countries\‘NQEO) 438 | 499 | 532 | ss6 | 557 | 608 | 609 | 610
Argent \ ,,,,,,,, + +

Australia .\_ % N\ . VL L L + + + + + + +
Belgium . . . . N_. ) - . . . ... + + - + 4 + + +
Canada . . . . . . .. . . . ... .. + + + + + -+ + +
Czechoslovakia . . . . . . . . . . .. — + + + +

Denmark . . . . .. .. L0000 + + + + + + + +
Egypt. . . . . . . . .. ... + + +
Finland . . . . . . . . . . . . . . .. + + + + + +
France . . . . . . . . . . .. — + — — + T — L _

-+ : positive vote
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— @ negative vote.
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Royaume-Uni
Suede .

Suisse
Tchécoslovaquie .
Turquie . . . . .

Union des Républi

pays\\“\\\‘\flm) 438 499 532 556 557 608 609 610
Etats-Unis d’Amérique + + + + +
Finlande + + + + + T
France + — — + _
Israél . + + T + + T
Italie . + + + + + + +
Japon + + + + + +
Pays-Bas + + — 4 -+ +
Pologne . + + + +
Portugal + T +
Roumanie . + + + + + +
+ +
+
+

Socialistes Soviétiques

+ J/+++
+ + o+
+

+

+ ¥

+

A
<J:///+/>A+> Y+t o+

+ : vote positif
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—: vote négatif.

dure)
hent: Essai Th: Résistance a la chaleur due aux opérations de soudure; méthode 1.

imites et caractéristiques essentielles des dispositifs 4 semiconducteurs et principes
-aux des méthodes de mesure. Partic 0: Généralités et terminologie.

Judtrieéme partie: Réception ct fiabilité.

ymboles littéraux pour les dispositifs 4 semiconducteurs et les microcircuits intégrés.
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Countris e ‘41(30) 438 | 499 | 532 | 55 | 557 | 608 | 609 | 610
Germany + + + + + + + +
Isracl . + + 4 + + + +
Ttaly + + + + + + + +
Japan . + + + + + + +
Netherlands . + + — + 4 + +
Poland + + + n +
Portugal + + +
Romania e + + + + + + + 4
South Africa (Republic of) . . . + T + +
Spain . + + + + +
Sweden . + + + & - \(:\ - _
Switzerland + + + + + < D +
Turkey + + + + + Q\/ +
Union of Soviel

Socialist Republics + + £ + +
United Kingdom . + + — + + — +
United States of America + + </\ + +

+: positive vote

() The USSR National Committee objected to the to

— : negative vote.

soldering heat test, as it preferred + 10°C.

Other I EC publications quoted in this standard :

Publications Nos. 68:
68-2-6:
68-2-7:
68-2-11:
68-2-13
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evance of

Lytter Symbols for Semiconductor Devices and Integrated Microcircuits.

ire of 260°C in the resistance to
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VALEURS LIMITES ET CARACTERISTIQUES ESSENTIELLES

DES DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
ET PRINCIPES GENERAUX DES METHODES DE MESURE

Cinquiéme partie: Essais mécaniques et climatiques

CHAPITRE 0: GENERALITES

1. But

2. Objet

vec deg/valeurs préférentielles pour les niveaux
iqucs et climatiques des dispositifs & semi-

4. Conditions osphériques normales

Sauf spécification contraire, toutes les épreuves et les reprises devront étre effectuées dans
les conditions atmosphériques normales de mesure:

température: comprise entre 15°C et 35°C;
humidité relative: comprise entre 45% et 75%, s’il y a lieu;
pression atmosphérique: comprise entre 860 mbar et 1060 mbar.

Mais toutes les mesures électriques et les reprises suivies de mesure devront étre effectuées dans
les conditions atmosphériques suivantes:

température: 254+5°C;
humidité relative: comprise entre 45% et 75%, s’il y a lieu;
pression atmosphérique:  comprise entre 860 mbar et 1060 mbar.
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ESSENTIAL RATINGS AND CHARACTERISTICS
OF SEMICONDUCTOR DEVICES
AND GENERAL PRINCIPLES OF MEASURING METHODS

Part 5: Mechanical and climatic test methods

CHAPTER 0: GENERAL

1. Purpose

This standard lists test methods applicable to semiconductor devices apd ¥
which a selection may be made.

However, additional test methods may be required for device
standard has taken into account, wherever possible, IEC Pu
Testing Procedures.

2. Object

govern.

3. Terms, definitio

Essential Rati 1 keristics of Semiconductor Devices and General Principles of
Measuripg Methods; Pa General and Terminology, and 148: Letter Symbols for Semi-

4. Standard atmospheyj< conditions

Unless otherwise specified, all tests and recoveries shall be carried out under standard
atmospheric conditions for testing:

temperature: 15°C to 35°C;
relative humidity: 45% to 75%, where appropriate;
air pressure: 860 mbar to 1060 mbar.

All electrical measurements, as well as recoveries followed by measurements, shall, however, be
carried out under the atmospheric conditions:

temperature: 25+5°C;
relative humidity:  45% to 75%, where appropriate;
air pressure: 860 mbar to 1060 mbar.

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: IEC 60147-5 1977


http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-5-1977
http://avadocuments2026.com/doc/iec-60147-5-1977

e 10 —

Les essais d’arbitrage devront étre effectués dans les conditions atmosphériques suivantes:

température: 25+1°C;
humidité relative: comprise entre 48% et 52%:;
pression atmosphérique:  comprise entre 860 mbar et 1060 mbar.

Avant d’effectuer les mesures, les échantillons devront étre laissés au repos jusqu’a ce que
léquilibre de température soit atteint. La température ambiante pendant les mesures sera notée
dans le compte rendu d’essais.

Pendant la mesure, les échantillons ne devront pas étre exposés aux courants d’air, & une lumicre
vive ou a d’autres causes qui pourraient provoquer une erreur.

5. Examen visuel et vérification des dimensions

5.1 L’examen visuel doit porter sur:

b) les dommages subis par le boitier et les sorties;

¢) Taspect du boitier et des sorties.

actéristiques a vérifier doivent étre choisies parmi
¢ la CEI: Réception et fiabilité; elles sont spécifiées

griewre, on laisse a la dlscretlon du fabricant de delermlner si l’on d01t falre ou non, des mesures
dispositif 1d1v1duel comime critére.

6.4  Mesures devant étre effectuées pendant Uessai climatique ou mécanique
A indiquer, §’il y a lieu.
6.5 Mesures finales

Lorsque l'essai figure dans la spécification particuliére en tant que partie (sous-groupe) d’essais,
les mesures ne sont a faire qu’a la fin de la séquence. Pour certains essais, tels que la soudabilité
ou la fatigue des sorties, des dispositifs présentant un défaut électrique peuvent étre utilisés.
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Reference tests shall be carried out under the following standard atmospheric conditions:

temperature: 25+1°C;
relative humidity: 48% to 52%:;
air pressure: 860 mbar to 1060 mbar.

Before the measurements are made, the specimens shall be stored until temperature equilibrium
is reached. The ambient temperature during the measurements shall be stated in the test report.

During measurement, the specimens shall not be exposed to draughts, illumination or other
influences likely to cause error.

5. Visual inspection and verification of dimensions

5.1 Visual inspection shall include :

a) the conformance and permanence of the marking (test method: un
b) damage to the encapsulation including the terminals;

¢ ) workmanship of the encapsulation including the terminal
5.2 Dimensions given in the relevant specification shall be vefified.

d at a magnification between

6.2 Publication 147-4.

6.3

6.4 Measurements monitored during environmental testing

To be stated, where appropriate.

6.5 Final measurements

When the test is called for in the relevant specification as part of a sequence (sub-group) of
tests, measurements are required only at the end of the sequence. For certain tests, such as
solderability or lead fatigue, electrically defective devices may be used.
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